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Kurzfassung 

Die hohe Beleuchtungsstärke auf dem Niveau von Blitzlampen bei einer gleichzeitig hohen 

zeitlichen Flexibilität mit einer vollflächigen Abstrahlungscharakteristik in einem VCSEL-

Array lässt die beiden Regime Puls- und Lockinanregung in einer einzigen Anregungsquelle 

verschmelzen und macht dies zu einer überlegenen Anregungsquelle in der aktiven 

Thermografie. In Kombination mit einer schnellen Thermografiekamera kann das 

(zerstörungsfreie) Prüfverfahren zu einem flächig abbildenden Messverfahren zur 

quantitativen Bestimmung von Schichtdicken und zur Materialcharakterisierung erweitert 

werden. Insbesondere kann damit bei bekannter Schichtdicke die lokale Verteilung der 

Temperaturleitfähigkeit in dünnen Materialien ermittelt werden. In diesem Beitrag wird die 

Leistungsfähigkeit des VCSEL-Arrays zur flächigen Materialcharakterisierung an ebenen 

Bauteilen aufgezeigt und mit der analytischen Lösung sowie bestehenden Referenzverfahren 

zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit und der Schichtdicke verglichen. Die 

bestehenden Modelle eines Einschichtsystems werden innerhalb dieses Beitrags um einen 

Ansatz für Mehrschichtsysteme erweitert. Viele der untersuchten Kunststoffe sind im 

Infraroten teiltransparent, wodurch neue Ansätze zur tiefenaufgelösten Anregung und 

Auswertung herangezogen werden müssen. Abschließend werden die Grenzen der flächigen 

photothermischen Charakterisierung von (teiltransparenten) Schichtsystemen aufgezeigt. 
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